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太陽電池モジュールの Potential Induced Degradation (PID)試験や高温高湿試験の評価に

Electroluminescence (EL)が用いられている。特にシリーズ抵抗、シャント抵抗による変化及び

クラックなどを容易にみることができるため活用されている。EL の場合、シリーズ抵抗とシャン

ト抵抗による違いを判別し難いという点がある。我々は、EL と Photoluminescence (PL)を用いシ

リーズ抵抗による変化とこれ以外の変化を分ける方法について検討を行った。図 1 に本方法の概

念を示す。EL は電極を通して電流を供給し発光強度を測定する。一方 PL は開放状態で光を照射

し発光強度を測定するため電極の影響が非常に少ない。この両者の発光強度を比較することでシ

リーズ抵抗による変化が明確にわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

単セルモジュールを作製し飽和加圧水蒸気環境（１２５℃ １００％）で２５０時間試験した

ときの EL 画像、PL 画像及び EL 発光強度を PL 発光強度で割った画像を図 2 に示す。シリーズ抵

抗の劣化した様子が顕著に出ている。 

 

 

EL/PL EL image PL image 

PL EL 

Fig.1 

Fig.2 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

20a-A25-3

16-113


